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ABSTRACT 
 
Der Beitrag beschreibt die aus den Anforderungen abgeleitete konstruktive Gestaltung des 
optimierten Positionier- und Kraftmesssystems der TU Ilmenau. 
 
 Index Terms –  Positionier – und Kraftmesssytem, Cantilever, Federkonstante 
 
 
 

1. EINLEITUNG 
 
An der TU Ilmenau wurde ein Prototyp eines neuartigen Positionier- und Kraftmesssystems 
entwickelt, welches die rückführbare Kalibrierung der Federkonstanten (Kraft-Weg-
Kennlinie) von Mikrokraftsensoren, Tastern oder AFM Cantilevern auf Basis einer Kraft und 
einer Wegmessung erlaubt [1, 2]. Aufgrund der integrierten interferometrischen 
Auslenkungsmessung der Cantilever, sind die mit der Messeinrichtung erreichten 
Messunsicherheiten mit < 2 % geringer als bisher im Stand der Technik beschrieben. 
Gemeinsame Vergleichsmessungen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) 
haben dies bestätigt [3].  
 
In Kooperation mit der PTB, die langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der 
Cantileverkalibrierung besitzt [4], wurde die Messeinrichtung weiter optimiert. Dabei wurde 
der weiteren Reduzierung von Unsicherheitsbeiträgen der Wegmessung besondere Beachtung 
geschenkt. Des Weiteren erfolgten Optimierungen, die es möglich machen, ein noch breiteres 
Spektrum an Sensoren kalibrieren zu können.   
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